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プラズマの電子密度揺動を可視化する直接的な計
測器はマイクロ波イメージング反射計（MIR）であ
る。なぜなら、プラズマの反射周波数はマイクロ波で
あるからである。そこで本研究者は３次元 Xモード・
マイクロ波イメージング反射計（X-MIR）を開発し、
核融合研の大型ヘリカル装置（LHD）に設置した [1]。
Xモード・マイクロ波とした理由は、Xモードである
ECE との同時計測と、図２に示すように LHD のホ
ローな電子密度分布でも中心まで測定できるように
するためである。図１に示すように X-MIRで実測し
た電子密度揺動について相関解析をしたところ、図２
に示すように乱流揺動について磁力線方向の相関が
非常に弱い。これは従来のプラズマ乱流物理の常識と
異なる実験結果であり、より詳細な検討が必要である。 

Xモード・マイクロ波の反射周波数は磁場に依存す
るため、反射面は磁気面からずれる。磁気面が異なれ
ば相関も小さいので、X-MIR では本当のことはわか
らない。同一磁気面上で測定することが重要である。
そのためには、反射周波数は電子密度のみに依存する
Oモード・マイクロ波で測定すべきである。そこで、
電子密度揺動の磁力線方向の相関を実験的に明確に
すべく、現在、X-MIR を、O モード・マイクロ波イ
メージング反射計（O-MIR）に改造中である。 
主な改造点は 
（１）マイクロ波発振器：LO 周波数を 49GHz、照
射波周波数は 40～46GHz。 
（２）アンテナアッセンブリィ：アンテナとパワーア
ンプを一体化したアンテナアッセンブリィを偏波が
磁力線と平行方向（Oモード）とするように設置。 
 
*本研究は、核融合研・国際連携事業（KEIN1111）、および核融合研・一般共同研究の補助を受け
て遂行されている。 
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図１ LHDプラズマの電子密度分布と
Xモードと Oモード・マイクロ波
のカットオフ密度 
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図２ 同一周波数の X-MIR振幅信号の
コヒーレンス 


